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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposéb ciaggtego monitorowania parametréow podtég drewnianych
oraz mikroklimatu w miejscu ich utozenia, przy czym parametry obejmujg wilgotnosci i temperatury.

W aktualnym stanie techniki w miejscu uktadania podtogi drewnianej dokonuje sie pomiaru wil-
gotnosci wylewki betonowej oraz specjalnym urzgdzeniem pomiarowym wilgotnos$ci desek podtogowych
przed ich uktadaniem. Na wskutek zmiennych warunkéw mikroklimatu deski podtogowe mogg ulegac
odksztatceniom. Producent w sporze z uzytkownikiem nie dysponuje wiedzg czy mikroklimat oddziatu-
jacy na deski podtogowe jest zgodny zaleceniem producenta. Procesy montazowe sg bardzo skompli-
kowane i pracochtonne, réwnocze$nie nie zapewniajgce uzyskiwania gwarancji trwatoSci potgczen
i wkasciwego terminowego wykorzystywania.

Powyzsze mankamenty zostaty wyeliminowane w rozwigzaniu wedtug wynalazku, w ktérym mi-
kroprocesorowy modut uzyskuje temperature i stopien wilgotnosci w goérnej przestrzeni nad drewniang
podtogg za$ mikroprocesorowy modut uwidacznia wyniki pomiaru temperatury i stopnia wilgotnosci
w przestrzeni pod podtogg drewniang oraz przedstawia wyniki pomiaru o identycznym jak wyzej zakre-
sie pomiaru dokonanego przez zesp6t pomiarowy szpilek osadzonych w podtodze x uzyskujgc suma-
ryczny zestaw pomiaréw eksploatacyjnych badanej podtogi.

Rozwigzanie wedtug wynalazku zapewnia ciggtg rejestracje parametrow desek podtogowych
oraz parametréw mikroklimatu z datg i miejscem odczytu. W przypadku sporu producenta z uzytkowni-
kiem moze by¢ dowodem udawadniajgcym wine. Podobng informacje otrzymuje uzytkownik na urzg-
dzenie mobilne w wyniku ktérej moze podjgé dziatania ochraniajgce deski podtogowe przed zniszcze-
niem — wigczenie lub wytgczenie ogrzewania, lub przeprowadzenie odpowiedniej regulacji ogrzewania
podtogowego.

W rozwigzaniu wedtug wynalazku skompensowanie parametréw temperatury i wilgotnosci podtog
drewnianych z warunkami termicznymi miejsca operacji montazowych pozwolito na uzyskanie nieoczy-
wistego efektu doboru ilosciowego i wielkoSciowego poszczegdinych operacji technologicznych,
a w konsekwenciji uzyskanie wysokiej jakosci i trwatosci sktadanych podtég drewnianych.

Przedmiot wynalazku uwidoczniono na materiale ilustracyjnym przedstawiajgcy schematycznie
uktad ciggtego monitorowania wilgotnosci i temperatury podtég drewnianych.

Tak jak uwidoczniono na materiale ilustracyjnym zewnetrzny mikroprocesorowy modut A pofa-
czony z Internetem cyklicznie odczytuje warto$ci temperatury i wilgotno$ci w pomieszczeniu z utozong
podtogg drewniang D, oraz za pomocg fgcznosci bezprzewodowej cyklicznie odczytuje warto$¢ tempe-
ratury i wilgotno$ci z modutu mikroprocesorowego B umieszczonego pod podtogg i potgczonego z de-
skg za pomocg elektronicznego pomiarowego zespotu szpilkowego C.

Zastrzezenie patentowe

1. Sposob ciggtego monitorowania parametrow poditég drewnianych oraz mikroklimatu w miejscu
ich utozenia znamienny tym, ze mikroprocesorowy modut (A) uzyskuje temperature i stopien
wilgotnos$ci w gérnej przestrzeni nad drewniang podtoga (D), za$ mikroprocesorowy modut (B)
uwidacznia wyniki pomiaru temperatury i stopnia wilgotnosci w przestrzeni pod podtogg drew-
niang (D) oraz przedstawia wyniki pomiaru o identycznym jak wyzej zakresie, pomiaru doko-
nanego przez zespo6t pomiarowy szpilek (C) osadzonych w podtodze (D), uzyskujac suma-
ryczny zestaw pomiaréw eksploatacyjnych badanej podtogi (D).
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